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Acest ghid pentru lucrari de laborator are ca scop obtinerea
abilitatilor la intocmirea testelor pentru sistemele combinationale
digitale si dispozitivele memoriei digitale. Practic testarea se
efectueaza in baza microcircuitelor cu logica programabila prin
intermediul limbajului VHDL si in editorul Schematic.

Lucrarile de laborator prezente sunt destinate consolidarii
cunostintelor Tn domeniul testarii dispozitivelor digitale, iar
efectuarea lucrdrilor in baza plachetelor de depanare (kit-urilor)
este destinatd aprofundarii cunostintelor practice n acest domeniu.

Ghidul este recomandat studentilor, masteranzilor si
doctoranzilor de profil si reflectd tendintele contemporane de
testare a sistemelor electronice in baza dispozitivelor cu logica
programabila.
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INTRODUCERE

Indicatiile metodice prezente sunt destinate pentru
efectuarea lucrarilor de laborator care includ intocmirea testelor
sau secventelor de teste pentru detectarea defectarilor in circuitele
digitale. De asemenea, in aceste indicatii metodice este reprezentat
materialul teoretic care include metodele de testare a circuitelor
logice digitale si a memoriei digitale. Pentru fiecare metoda sunt
demonstrate niste exemple.

Aceste lucrari de laborator pot fi grupate in doud lucrari:
prima si a doua — alcdtuirea testelor sau secventelor de teste pentru
a detecta toate defectarile constante posibile 1n circuitele
combinationale digitale, iar a treia — alcatuirea testelor sau
secventelor de testare pentru detectarea defectarilor 1n
dispozitivele cu memorie (bistabile §i contori).

Efectuarea lucrarilor de laborator se realizeazd in baza
placilor de asamblare cu FPGA (schema logicd integrala
programabild) de firma Altera. Microcircuitele date dispun de
resurse necesare (blocuri logice, celule de memorie), ceea ce ne da
posibilitate a realiza in practica testarea dispozitivelor digitale.

In cadrul efectuirii lucrarilor de laborator studentul trebuie
sa acumuleze urmatoarele cunostinte:

- In baza metodelor cunoscute, care vor fi analizate in
partea teoretica a indrumarului metodic, sd Invete a intocmi teste
si secvente de teste pentru detectarea anumitor tipuri de defectart;

- sd Invete a optimiza secventele de teste intocmite;

- sa invete a aplica in practica cunostintele acumulate in
domeniul detectarii a diferitor tipuri de defectdri in dispozitivele
digitale.
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